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室に入らない．一方で，micro-EDXRFは広範囲
を高速でイメージングし試料中の元素の分布を
知ることができるが，Cや Oなどの軽元素の分
析が難しい．X線の検出器の窓材がグラファイ
ト膜である新しい micro-EDXRFで PTFEチュー
ブを分析した結果，F Kαの X線強度が従来の
13倍に向上した．C Kαのピークは，従来型検
出器では全く認められなかったのに対し，軽元
素検出器ではピークが観察できた．故障解析の
事例を模した実際のサンプルを用いて，元素イ
メージングを試みた結果，コックを腐食させ
る原因物質として Clのほか Fが存在すること
を明らかにし，Fが特にコックの外縁部に存在
することがわかった．また，車載用電池のセパ
レーターを分析したところ，Cおよび Oの分布
を観察することができ，試料中の各箇所の層構
造を元素イメージから読み取ることができた．
このように，SEM-EDXでは分析が難しい試料
中に含まれる軽元素の分析を micro-EDXRFで
行うことに成功した．
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